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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 82: Solar photovoltaic energy
systems.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

82/1767/FDIS 82/1791/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the_report on
voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the basé-publication will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC “website under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication| At this date, the
publication will be

e reconfirmed,

e withdrawn,

o replaced by a revised edition, or

e amended.

1 Scope

In the second sentence of thesecond paragraph, replace:
around the edges

by:

at the periphery

4—Principte

In the last sentence, replace:
concentration

by:

optical concentration
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6.1 Nominal (and unweathered) transmittance to the cell

In the fifth paragraph, replace:

The nominal thickness of the encapsulation specimens

by:

-
I

1 : Ll il 1 + :
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6.2 Weathering studies

Replace the existing third paragraph by the following:

The minimum size of 7,5 cm x 7,5 cm is recommended for weathering Specimens based on
previous examinations of poly (ethylene-co-vinyl acetate).

In the eighth paragraph, replace:
The nominal thickness of the encapsulation specimens
by:

The nominal thickness of the encapsulant specimens

6.3 Glass for superstrates/substrates

Replace the existing second paragraph by the following:

The solar-weighted transmittance of photon irradiance of silica glass, which may be used to
verify that the composition of the glass is appropriate, is approximately (93 £ 1) % between 280
nm and 2 500 nm; because the reduction in transmittance comes from reflections at the
surfaces. The M\ cut-off wavelength for silica should be less than 225 nm. As in [1] and [12],
the transmittance of the glass should be greater than 90 % at 280 nm.

Replace the existing fourth paragraph by the following:

SUbsequent examination beyond that intended for the encapsulation material datasheet
(inhlnding pnrfnrmnnr‘n and wna’rhnring)’ such as for the pUrpose of qnnli’ry control for

production monitoring, may be performed according to this procedure using other superstrate
and/or substrate materials that can incorporate other optical features, e.g., antireflective
coatings, surface texture, and untempered soda-lime PV glass.

Add, at the end of the subclause, the following:

The process of solarization, where a redox reaction of trace impurities affects the UV cut-off
wavelength and corresponding range of transmittance, can occur if glass other than silica is
used [14]. It is therefore advised for weathering studies to UV condition substrate and
superstrate materials, other than silica, prior to lamination.
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NOTE Silica glass is more durable than soda-lime glass and will better resist glass corrosion in accelerated tests.

6.5 Preconditioning of specimens

In the title of the subclause, replace:

preconditioning

by
conditioning
In the first sentence, replace:

(23 + 2) °C, (50 = 5) % RH for at least 24 h, as recommended in ISO291, prior to optical
measurement.

by:

(23 +2) °C, (50 £ 10) % RH for at least 24 h, as specified per Class 2 in ISO 291, prior to optical
measurement.

7.2 Specimen preparation

Replace the first sentence by the following:

Prior to measurement, specimens should be free of dust, grease or other contaminants.
Specimens may be wiped with a solution of deionized water and mild soap for cleaning prior to
measurement using a cleanroom\wipe or lint free cloth.

7.4 Specimen measurements

In the first sentenice of the fourth paragraph, replace:
durability
by:

weathering durability
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7.5 Witness measurements

Add the following new subclause:

7.5.1 Witness specimen(s)

The withess specimens may include a traceable standard specimen, laboratory working witness
specimen, or the silica superstrate/substrate material. Witness specimen(s) for control
measurements may also include a non-weathered glass working witness specimen of the same

construction used In module representative test specimen(s) or retference (glass or polymeric
superstrate) specimen(s). When not being used for control measurements, a working witness
specimen shall be stored in the dark at 23 °C and 50 % humidity as specified per Class\2'in
ISO 291.

7.5.2 Procedure for the witness specimen prior to the test specimen(s)

After instrument equilibration and baselining, perform the transmittance measurements on a
witness specimen at the beginning of each measurement session to ensure‘\proper operation of
the instrument and minimize the measurement error. Perform the transmittance measurements
of the witness specimen using the same procedure that will be applied to the test specimen(s).

The verification wavelengths for the working reference shall b€, +'50 nm from the instrument
transitions for the source, detector, and gratings. Because of the limitations of measurement,
including noise from scattering at short wavelengths, the- verification wavelengths shall not
extend below 225 nm. In the case of many commercial instruments where the source, detector,
and grating transitions occur at 350 nm, 800 nm, and ‘800 nm, respectively, the verification
wavelengths should include the ranges 250 nm to,300 nm, 400 nm to 750 nm and 850 nm to
2500 nm (in the case of standard measurements)-or 225 nm to 300 nm, 400 nm to 750 nm and
850 nm to 2 500 nm (in the case of measurements of weathered specimens).

The transmittance at each of the verification'wavelengths should be within 0,25 % of the known
transmittance (or laboratory running average) for the witness specimen. If the transmittance at
each verification wavelength is not within 0,25 % of the known transmittance, the instrument
baseline shall be performed again (including as many as three times) and the witness specimen
shall be remeasured. If the transmittance at each wavelength continues to be greater than
0,25 % of the known transmittance, the instrument should be maintenanced or repaired.

7.5.3 Measurement of\the test specimen(s)

After the witness specimen has been verified, the test specimen(s) shall be measured.

7.5.4 Procedure for the witness specimen after the test specimen(s)

After thedest specimen(s) have been measured, perform the transmittance measurements on
a witness)specimen at the end of each measurement session to ensure proper operation of the
instrdment through the measurement session. Perform the transmittance measurements of the
witness specimen using the same procedure that will be applied to the test specimen(s). The
transmittance at each of the verification wavelengths should be within 0,25 % of the known

transmittance (or laboratory running average) for the witness specimen. If the transmittance at
each verification wavelength is not within 0,25 % of the known transmittance, the measured
data for the test specimen(s) shall be considered invalid and the test specimen(s) shall be
measured again in a subsequent session.
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8.1 Post-processing of data

Replace the last sentence by the following:

The variability shall be reported for each characteristic (weighted transmittance, yellowness
index, and UV cut-off wavelength) as the range (difference of the maximum and minimum
measurements) for the three specimens.

8.4 Calculation of the UV cut-off wavelength

In the first sentence, replace:
(to the nearest nm)
by:

(linearly interpolated to the nearest tenth of a nm)

10 Test report

Item f)

Replace:

characterization and condition
by:

characterization and state
and replace:

preconditioning

by:

conditioning

e j)

Replace:
preconditioning
by:

conditioning
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 82 de I'lEC: Systémes de conversion
photovoltaique de I’énergie solaire.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

82/1767/FDIS 82/1791/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le¥ote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de*base ne sera pas
modifié avant la date de stabilité indiquee sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch”
dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date, lalpublication sera

e reconduite,

e supprimée,

remplacée par une édition révisée, ou

amendée.

1 Domaine d’application

Dans la deuxiéme phrase du*deuxieme alinéa, remplacer:
autour des bords

par:

a la périphérie

|4 Principe

Dans la derniere phrase, remplacer:
concentration
par:

concentration optique
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6.1 Facteur de transmission nominal (et sans exposition aux intempéries) de la cellule

Dans le cinquiéme alinéa, remplacer:
L'épaisseur nominale des éprouvettes d'encapsulation

par:

T e : : 1 ! . b ] ! 4
L CpPalissTur TTiuTtmdic Ucs SpPlruouveilcs U Critdpsularit

6.2 Etudes sur I'exposition aux intempéries

Remplacer le troisiéme alinéa existant par le suivant:

La taille minimale de 7,5 cm x 7,5 cm est recommandée pour les éprouvieties exposées aux
intempéries sur la base d'examens antérieurs de poly(éthyléne-coacétate de vinyle).

Dans le huitieme alinéa, remplacer:
L'épaisseur nominale des éprouvettes d'encapsulation
par:

L'épaisseur nominale des éprouvettes d'encapsulant

6.3 Verre pour substrats inversés/substrats

Remplacer le deuxiéme alinéa-existant par le suivant:

Le facteur de transmission a pondération solaire de I'éclairement photonique du verre de silice,
qui peut étre utilisé pour vérifier que la composition du verre est appropriée, est
d'environ (93 £ 1)3% "entre 280 nm et 2 500 nm, la réduction du facteur de transmission
provenant des réflexions sur les surfaces. Il convient que la longueur d’onde de coupure des UV
pour la silice soit inférieure a 225 nm. Comme dans les documents [1] et [12], il convient que
le facteur,de-transmission du verre soit supérieur a 90 % a 280 nm.

Remptacer le quatrieme alinéa existant par le suivant:

Un examen ultérieur allant au-deld de ce qni est prn'\nl aYatlld la_fiche ‘rnr‘hniqun du matériau
d'encapsulation (y compris en matiere de performance et d'exposition aux intempéries), par
exemple a des fins de contrbéle de la qualité en vue du contréle de la production, peut étre
réalisé conformément a cette procédure a l'aide d'autres matériaux de substrat inversé et/ou
substrat qui peuvent présenter d'autres caractéristiques optiques (revétements
antiréfléchissants, texture superficielle et verre de PV sodocalcique non trempé, par exemple).

Ajouter, a la fin du paragraphe, ce qui suit:

Le processus de solarisation, au cours duquel une réaction d’oxydoréduction des traces
d’impureté affecte la longueur d'onde de coupure des UV et la plage correspondante du facteur
de transmission, peut se produire si le verre utilisé n’est pas un verre de silice [14]. Il est par
conséquent conseillé, pour les études sur I'exposition aux intempéries, de procéder a un
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conditionnement aux UV des matériaux qui constituent les substrats et les substrats inversés,
autres que la silice, avant la stratification.

NOTE Le verre de silice présente une plus grande durabilité que le verre sodocalcique et il résiste mieux a la
corrosion lorsqu’il est soumis a des essais accélérés.

6.5 Préconditionnement des éprouvettes

Dans le titre du paragraphe, remplacer:
préconditionnement

par

conditionnement

Dans la premiére phrase, remplacer:

Avant de procéder au mesurage optique, et conformément a I'l'SQ 291, les éprouvettes utilisées
pour la consignation sur les fiches techniques doivent étre mainhtenues a (23 + 2) °C, (50 £ 5) %
d'humidité relative pendant au moins 24 h.

par:

Avant de procéder au mesurage optique, et comme spécifié pour la Classe 2 selon I'lSO 291,
les éprouvettes utilisées pour la consignation . sur les fiches techniques doivent étre maintenues
a (231 2)°C, (50 £ 10) % d'humidité relatjve;pendant au moins 24 h.

7.2 Préparation des éprouvettes

Remplacer la premiere phrase-par le texte suivant:

Avant de procéder au mesurage, il convient de débarrasser les éprouvettes de la poussiére, de
la graisse ou d'autres contaminants. Les éprouvettes peuvent étre essuyées a l'aide d’une
lingette pour sallepropre ou d’un chiffon non pelucheux en utilisant une solution d’eau
déminéralisée et.de savon doux pour les nettoyer avant le mesurage.

7.4 “Mesurage des éprouvettes

Dans la premiére phrase du quatrieme alinéa, remplacer:

durabilité
par:

durabilité aux intempéries
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7.5 Mesurages témoins

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

7.5.1 Eprouvettes témoins

L'éprouvette témoin peut étre une éprouvette étalon tragcable, une éprouvette témoin de
laboratoire ou le matériau de substrat inversé/substrat de silice. Parmi les éprouvettes témoins
pour les mesurages de contréle, il peut aussi y avoir une éprouvette témoin de travail en verre
n-ayant pas ete exposee aux intemperies et de construction identique a celle utilisee dans les
éprouvettes d'essai représentatives d’un module ou dans les éprouvettes de référence (substrat
inversé en verre ou polymérisé). Lorsqu’elle n’est pas utilisée pour des mesurages de controle,
une éprouvette témoin de travail doit étre stockée a I'abri de la lumiére a 23 °C et.50 %
d’humidité, comme spécifié pour la Classe 2 dans I'|SO 291.

7.5.2 Procédure relative a I'éprouvette témoin avant les éprouvettes d'essai

Apres la mise en équilibre de l'instrument et I'ajustement de la ligne de~base, procéder aux
mesurages du facteur de transmission sur une éprouvette témoin au début’de chaque session
de mesure, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'instrument et de réduire le plus possible
les erreurs de mesure. Procéder aux mesurages du facteur de transmission de I’éprouvette
témoin en utilisant la méme procédure que celle prévue pour étreyappliquée aux éprouvettes
d'essai.

Les longueurs d'onde de vérification pour la référence<e-travail doivent étre & £ 50 nm des
transitions de l'instrument pour la source, le détecteur.etles réseaux. En raison des limites de
mesure, notamment du bruit lié a la diffusion aux courtes longueurs d'onde, les longueurs
d'onde de vérification ne doivent pas étre infériedres a 225 nm. Dans le cas des nombreux
instruments du commerce dont les transitions)pour la source, le détecteur et le réseau se
produisent respectivement a 350 nm, 800 nnyy et 800 nm, il convient que les longueurs d'onde
de vérification incluent les plages de 250 nm.a 300 nm, 400 nm a 750 nm et 850 nm a 2 500 nm
(dans le cas de mesurages normalisés)Zou 225 nm a 300 nm, 400 nm & 750 nm et 850 nm
a 2 500 nm (dans le cas de mesurages_d'échantillons exposés aux intempéries).

Il convient que le facteur de transmission a chacune des longueurs d'onde de vérification se
situe a 0,25 % du facteur de_transmission connu (ou de la moyenne glissante de laboratoire)
pour I'éprouvette témoin. Si_le facteur de transmission a chacune des longueurs d'onde de
vérification ne se situe pas a 0,25 % du facteur de transmission connu, la ligne de base de
I'instrument doit étre de nouveau établie (jusqu'a trois fois) et I'éprouvette témoin doit étre de
nouveau mesuré. Si'le facteur de transmission a chaque longueur d'onde reste supérieur
a 0,25 % du facteur de transmission connu, il convient de soumettre l'instrument a une
maintenance ou‘a/une réparation.

7.5.3 Meésurages des éprouvettes d'essai

Aprescverification de I’éprouvette témoin, les éprouvettes d'essai doivent étre mesurées.

754 Procad lative 3 I'a te témoi as les & ttes d .

Apres avoir mesuré les éprouvettes d'essai, procéder aux mesurages du facteur de
transmission sur une éprouvette témoin a la fin de chaque session de mesure, afin de garantir
le bon fonctionnement de l'instrument au cours de la session de mesure. Procéder aux
mesurages du facteur de transmission de I’éprouvette témoin en utilisant la méme procédure
que celle prévue pour étre appliquée aux éprouvettes d'essai. Il convient que le facteur de
transmission a chacune des longueurs d'onde de vérification se situe a 0,25 % du facteur de
transmission connu (ou de la moyenne glissante de laboratoire) pour I'éprouvette témoin. Si le
facteur de transmission a chaque longueur d'onde de vérification ne se situe pas 0,25 % du
facteur de transmission connu, les données mesurées concernant les éprouvettes d'essai
doivent étre considérées comme non valables et ces derniéres doivent étre mesurées de
nouveau lors d'une session ultérieure.
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8.1 Post-traitement des données

Remplacer la derniére phrase par ce qui suit:

La variabilité doit étre consignée pour chaque caractéristique (facteur de transmission pondéré,
indice de jaunissement et longueur d'onde de coupure des UV) comme la plage (différence

entre 1a mesure minimale et 13 mesure msn{imqln) pour les trois éprml\/nﬂpq

8.4 Calcul de la longueur d'onde de coupure des UV

Dans la premiere phrase, remplacer:
(au nm pres)
par:

(Interpolation linéaire au dixieme de nm prés)

10 Rapport d’essai

Point f)

Remplacer:

la caractérisation et I'état

par:

la caractérisation et I'état (n€ concerne que la version anglaise)
et remplacer:

préconditionnement

par:

conditfonnement

Point j)

Remplacer:
préconditionnement
par:

conditionnement
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